224 Grundlagen der Kristall-Rontgenogrammetrie.

11. Bestimmung des Achsenverhiltnisses aus dem Lauediagramm.

Die mittleren Fehler bei der Ausmessung von « und ¢ der Se-
kundérstrahlen im Lauediagramm betragen bei sorgfiltigen Aufnahmen
etwa 0,4°, Die Ablesungen konnen also aufier zur Bestimmung von
Indizes auch zur Ermittelung eines ziemlich angendherten Achsen-
verhiltnisses dienen. Man fithrt das rechnerisch auf Grund der er-
kundeten Winkel oder graphisch etwa in der auf S. 25 angegebenen
Weise aus.

Ersichtlich ist es nicht notig, daB eine Kristallplatte duBere regel-
maBige Fldchenbegrenzung besist, auf dab sie rontgenogrammetrisch
im Lauediagramm verwendet werde. An Stelle der oft spérlichen,
gelegentlich fiir die volle Berechnung des Achsenverhéltnisses nicht
sureichenden #uBeren Kristallflichen treten bei der Rontgenogram-
metrie die Strukturflichen in oft sehr reicher Fiille auf. Beobachtet
man doch zuweilen an tausend Reflexe in einem Lauediagramm.

12. Die Symmetrie der Lauediagramme.

Wie alle Optik ist auch der Laueeffekt zentrosymmetrisch. Es
wird also die Mannigfaltigkeit ,der 32 geometrischen Symmetrieklassen
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Fig. 554. Triklines und monoklines System (Urformen).
Reihe a: Stufen 1—5 (pediale, pinakoidale sowie sphenoidische, domatische und prisma-
tische Stufe).
Reihe b: Symmetrie der entsprechenden Rontgenogramme.
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Fig. 555. Rhombisches System
(digonaler Rhythmus).
Reihe a: Stufen 3, 4, 5 (digyrisch
sphenoidische, doma-
tische und prismatische
Stufe).

Reihe b: Symmetrie der ent-
sprechenden Rontgeno-
gramme.




